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1. Cristalografia Estrutural  (teoria) 

� Simetria de Ponto, periodicidade e rede 

cristalina; 

� Sistemas cristalinos e rede de Bravais; 

� Rede recíproca e Índices de Miller: 

� Grupos de Espaço 

 

2. Difração de Raios X (teoria / prática de 

laboratório) 

� Produção de raios X; 

� Difração de raios X por planos 

cristalográficos; 

� Métodos de filme (rotação e precessão); 

� Difratômetro p/ amostras monocristalinas; 

� Difratômetro p/ amostras policristalinas. 

 

3. Amostras Cristalinas (laboratório / prática 

com sofware) 

� Crescimento de amostras por solução 

aquosa; 

� Preparação de amostras para medições; 

� Resolução e refinamento de estruturas 

cristalinas. 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

  

08 

 

 

 

 

 

 

08/08 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 / 12 



 

 

Referências Bibliográficas 
 
Disciplina: RED189-Fundamentos da Análise Estrutural por Difração de Raios X e 

suas Aplicações 
1. Modern X-Ray Analysis on Sigle Cristals – P. Luger 

 
2. Introdction to X-Ray Powder Diffractometry – R. Jenkis and Robert L. Snyder  - 

Ed. John Wiley & Sons, Inc. 1996 
 

3. Crescimento de Cristais (Apostila)  - C. J. Franco (DEFIS/ICEB/UFOP) 
 

 

 


